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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4-1: Testing and measurement techniques —

Overview of IEC 61000-4 series

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardiz
all npational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object\ of
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the elegthi elds. To
this fend and in addition to other activities, IEC publishes International Standards; iffcations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides 3 c Bs “IEC
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a iQ il interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in : closely
with |the International Organization for Standardization (ISO) in accordance Wi itions deternjined by
agrepment between the two organizations.

at|0n comprising
promote

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mat s i S national
conslensus of opinion on the relevant subjects since each i S representatlon from all
interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recommiendatio ar i i d are accepted by IEC |National
Compmittees in that sense. While all reasonable 5 e e to ensure that the technical content of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be h S i in which they are used or|for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformit @ i
trangparently to the maximum extent possible €if na
between any IEC Publicatio ¢ esponding tional o
the latter.

5) IEC |provides no marki g\proce icate approval and cannot be rendered responsible|for any
equipment declared to b v i

6) All ugers should

littees undertake to apply IEC Pubjications
and regional publications. Any dijergence
regional publication shall be clearly ind|cated in

7) No lfability shall atta E i i mployees, servants or agents including individual experts and
menbers of its techni itt € National Committees for any personal injury, property damage or
othe a whether direct or indirect, or for costs (including legal fges) and
expenses arising ‘out ‘of ication; use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC

Publjcations
8) Attention.i t ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisjpe ¢ )
9) Attenption K e~possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sidibject of
patept rights I C shal\not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtional) Standard IEC 61000-4-1 has been prepared by IEC technical committee 77:
Electrdgmagnetic compatibility.

This standard forms Part 4-1 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2000. It constitutes a
technical revision. Changes introduced in this third edition are for the purpose of updating the
text to include reference to the latest publications of the IEC 61000-4 series.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77/319/FDIS 77/324/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

* replaced by a revised edition, or

« amgnded.

&
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INTRODUCTION
The IEC 61000 series is published in several parts according to the following structure:

Part 1: General

General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Desgcriptiomrof-theenvironmremnt
C
Copnpatibility levels

dssification of the environment

Part 3] Limits

Emlission limits

Immunity test levels (in so far as they do not fall y of the product

committees)

Part 4] Testing and measurement techniques

Mepsurement techniques

Tegting techniques

Part 5] Installation and mitigation gu'del@

Insfallation guidelines
Mi

tlgation methods

Genericd

Part 6

Part 9
Each g i d\into several parts, published either as International Stapdards,
technig i ned as

sectior v ed with the part number followed by a dash and complet¢d by a
secong 3
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

1 Scope and object

This p
equipn

The of
or othdg
standa
provid

2 Nc

The fo
dated
the ref

IEC 60
magne

IEC 61
interpr

IEC 61
electro

IEC 61
curren

IEC 61
changs
with ra

IEC/TS
emissi

050(161), International Electrotechnical
fic compatibility %
000-1-1, Electrg
ptation of funda

000-2-5, o , ompatibility (EMC) — Part 2: Environment — Classificé

magnetic environ

61000-3-4, ~Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-4: Limits — Limita
bii\OFf harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment wit

ctronic

of IEC
EMC
and to

nt. For
tion of

Flectro-

bn and

tion of

rmonic

oltage
ipment

fion of
h rated

curren

A

- tar thon 40
yl‘?alcl oararr 1o /A

IEC/TR 61000-3-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-5: Limits — Limitation of
voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated
current greater than 16 A

IEC 61000-3-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 6: Assessment
of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems
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IEC 61000-3-11, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with
rated current <75 A and subject to conditional connection

IEC 61000-3-12, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12: Limits — Limits for harmonic
currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current
>16 A and <75 A per phase

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement
techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement

techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity tes

IEC 61/000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Te rement
techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61/000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4 rement
techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) rement
technid ' '

IEC 61 : rement
techniques — General \ 3 j oni 5 and
instrumentation, for power supply systers and e

IEC 61 rement
technid

IEC 61/000-4-9, Electrom i bl -9: ] rement
techniques — Pulse magnetic le/ immunityte

IEC 61/000-4-10, ctro rement
techniques — Da C

IEC 61 rement
technid

IEC 61 rement
technid

IEC 61 ¢ rement
techniques = Harmonjcs and interharmonics including mains signalling at a.c. power po¢rt, low
frequency immunity tests

IEC 61000-4-14, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-14: Testing and measurement
techniques — Voltage fluctuation immunity test

IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-15: Testing and measurement
techniques — Flickermeter — Functional and design specifications 1

IEC 61000-4-16, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-16: Testing and measurement

techniques — Test for immunity to conducted common mode disturbances in the frequency
range 0 Hz to 150 kHz immunity test

1 Revision of IEC 60868.
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IEC 61000-4-17, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement
techniques — Ripple on d.c. input power port immunity test

IEC 61000-4-18, Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 4-18: Testing and measurement
techniques — Oscillatory wave immunity test

IEC 61000-4-20, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement
techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides

IEC 61000-4-21, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-21: Testing and measurement
techniques — Reverberation chamber test methods

IEC 61
technida

IEC 61
technida

IEC 61
technida

IEC 61
technida

IEC 61
technida

IEC 61
technida
immun

IEC 61
technid

IEC 61
technida

IEC 61
technida

IEC 61
technig
equipn

ues — Section 24: Test methods for protective devices for HE

ity tests

000-4-30, Electro
ues —Power qua

000-4-32,
ues — High-a

mpatibility (EMC) — Part 4-33: Testing and measuy
hods for high power transient parameters

ent with mput currént more than 16 A per phase

3 Te|rms and definitions

For the purposes of this document, the definitions in IEC 60050(161) apply.

000-4-23, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-23: Testing and measufement
ues — Test methods for protective devices for HEMP and other radia | ces
000-4-24, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: rement

mbance

rement

rement

rement

rement
er port

rement

rement

rement

rement
5ts  for
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4 General

In the past, electromechanical devices and systems were generally not sensitive to
electromagnetic disturbances (i.e. conducted and radiated electromagnetic disturbances and
electrostatic discharge). The electronic components and equipment now in use are much more
sensitive to these disturbances, particularly to "high-frequency" and "transient" phenomena.
The tremendous expansion in the use of electronic components and equipment has increased
the danger and importance of malfunctioning, damage, etc. which can arise from electric and
electromagnetic disturbances.

for the
| to be
zation,
jations

given ip this standard.

5 Structure of the IEC 61000-4 series standards

The stfucture of standards within the IEC 61000-4 serje B given

in IEC [Guide 107. For the basic testing standards of s:

1. Scope

2. Normative references

3. Tenms and definitions

4. Geheral

5. Tegt levels/limits

6. Test equipment

7. Test set-up

8. Test procedu

9. Evaluation of tes

10. Test report

There pre sta S i ds (for

example bn and

procedures)

6 Sgqlection of-tests

Tests canbe applind to nqnipmnnf for m::n\]/ reasons, for nvampln

e design tests during development;
e type tests;
e acceptance tests;

e production tests.

Equipment should be subjected to all tests necessary to provide the required reliability, but, for
economic reasons, the number of tests may be limited to a reasonable minimum. It is
acceptable that the number of tests for acceptance or production testing is reduced in
comparison with type tests.
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The selection of the tests to be applied to a particular equipment depends on several factors,
such as

e types of disturbances affecting the equipment;

e environmental conditions;

e req

uired reliability and behaviour;

e economic constraints;

e equipment characteristics.

With regard to the variety of equipment and environmental conditions to be considered, it is

difficug to Iindicate exact rules concerning the selection of tests. This sete

the re

cases,
knowle
and aw

If ther
produg

e deg
e pro

e gef

If it is

dge of the electromagnetic environment (the IEC 61000-2 series
areness of the statistical aspects explained in IEC 61000-1-1 will &

b is an existing applicable generic standard, produg
icated product standard;

duct family standard;

eric standard.

imarily
special
cases,
00-2-5)

licated

nt, the
mmary

In general, the electrostatic di estis_applicable to all equipment which is useld in an
environment wherelelectrostatic dj es may occur. Direct and indirect discharggs shall
be consider i equipment limited for use in ESD-controlled
enyironmental conditio rical or electronic products.
e Test according'to adiated, radio-frequency, electromagnetic field

immunity test

In genera nity test is applicable to all products, where radio-frefjuency
fielfs ons may include equipment limited for use in electromagnetic-
conftrdlled™~conditjens or\low electromagnetic field environment and non-electrical or elgctronic

pro

In
ha

ereral, the fast transient test is applicable to products which are connected to m
e'cables (signal or control) in close proximity to mains.

. TeJt according to)lEC 61000-4-4 (Electrical fast transient/burst immunity test)

Iains or

e Test according to IEC 61000-4-5 (Surge immunity test)

The surge test is applicable to products which are connected to networks leaving the
building or mains in general.
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e Test according to IEC 61000-4-6 (Immunity test to conducted disturbances induced by
radio-frequency fields)

In general, the conducted immunity test is applicable to products, where radio-frequency
fields are present and which are connected to mains or other networks (signal or control
lines).

e |EC 61000-4-7 (General guide on harmonics and interharmonics measurements and
instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto)

This technical report defines the measurement method of harmonics and interharmonics.
It compares the characteristics of an analogue measuring equipment and of a digital
measuring equipment. It provides also the accuracy awaited and the test set-up. It is
applicable to voltage or current measurements in the d.c. frequency range up to 2 500 Hz,
especially with regard to the emission requirements according EC 640p0-3-2,

IEG 61000-3-4, IEC 61000-3-6, IEC 61000-3-12 and IEC 61000-4-30,

e Te
In I s fields
(fo ; hgnetic
field environments). Exclusions include equipment whijch ‘is inter J inl a low

mapnetic field environment.

This test is mainly applicable to products to be(instal i ica ample
telq i

e Test according to IEC 61000-4-11((Vo ] | I ations
immunity test)

This document defines tf 9 Q i i ipment
cof / fem, t tagexdips, short interruptions and voltage variations. This
tesf is applicable Yololl a yated input current of less than 16 A per [phase,

corjnected to/a.c. ins. d i i , four
performance i ) ndition when the equipment is tested and the t¢st set-
up.|ltis a baS|c i ick ¢ i ch are
defi '
. TeI

Th untries
(fo licable
to ¢ ‘ 9 g er plants and high- voltage substations (for example static re¢lays).

o Test according to, IEC 61000-4-13 (Harmonics, interharmonics including mains signalling
at a.c. power port/low-frequency immunity tests)

This\test may be applied to equipment sensitive to precise zero crossing in time on tpe a.c.
mains or 10 Specific harmonic components.
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Test according to IEC 61000-4-14 (Voltage fluctuation immunity test)

In general, voltage fluctuations have an amplitude not exceeding 10 %; therefore, most
equipment is not disturbed by voltage fluctuations. However, this test may be applicable to
equipment intended to be installed at locations where the mains have larger fluctuations.

Test according to IEC 61000-4-15 (Flickermeter — Functional and design specifications)

This is a specification for a flickermeter, intended to indicate correct flicker perception level
for all practical voltage fluctuation waveforms, especially with regard to the emission
requirements according to IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-5 and IEC 61000-3-11.

Test according to IEC 61000-4-16 (Test for immunity to conducted, common mode
disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz)

This test shall only be used for very special equipment in large installations (forrexample
indpustrial plants). This document defines the test method to evaluat im of an
equipment to conducted, common mode disturbances in the fré¢ ¢ Hz to
15( f riteria,
the L S€ basic
stapdard which can be used as a tool for the product comnitte a inirlg their
own EMC immunity standard.

Test according to IEC 61000-4-17 (Ripple on d.c. input-powe

Thiks test applies to equipment connected to d.c. distribution systems\with external batteries
chgrged during the operation of the equipment.

Test according to IEC 61000-4-20 (Emis sverse
electromagnetic (TEM) waveguide

This standard specifies equipme radiated
elettromagnetic fields in TEM cells.

Test according to IEC 61000-4-21 Rerat Q ambers)

This [ » and” te procedures for testing to radiated
electromagnetic field i ambers

Tes$t according C t methods for protective devices for HEMP and
oth rradiate 2

This standard coy >sting.of ‘protective elements designed to reduce the level of radiated

eleptromagnetic fie om\HEMP and other high power transients.

Test accordi ; 61000=4-24 (Test methods for protective devices for |HEMP
conducted di

Thi ard e rs testing of voltage breakdown and voltage-limiting characterigtics of
HE ~ i

Test according to, IEC 61000-4-25 (HEMP immunity test and test methods for equipment
and systems)

Thissstandard specifies the basic HEMP test methods and levels appropriate for radiated
and conducted immunity testing. It Is applicable jor equipment and systems intended to
survive a HEMP.

Test according to IEC 61000-4-27 (Unbalance immunity test)

This test may be applicable to three-phase equipment with a rated input current up to 16 A
per phase, connected to a three-phase a.c. mains. However, this test is not applicable to
equipment taking three-phase power but using it in a single-phase manner.
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Test according to IEC 61000-4-28 (Variation of power frequency, immunity test)

In general, the test for variation of the power frequency is not applicable. However, it may
apply to equipment intended to be installed at locations where the power frequency has
large variations (for example equipment connected to an emergency power supply).

Test according to IEC 61000-4-29 (Voltage dips, interruptions and voltage variations on
d.c. input power ports, immunity tests)

In general, this test is applicable for d.c. input power ports.
Test according to IEC 61000-4-30 (Measurements of power quality parameters)
This standard gives clarification on the measurement of power quality parameters.

e Te

e Te
imrn
This
con

A guid

When
a guide to the selection of

7 Test report

The te
the foll

5t report s
pwing shall bg

pility of

hnsient

ances

jations

phase,

P gives

ticular,

e ide associated equipment, for example, brand name, product
typg

e ide uX]nber;

e any e ample,
shiglded enslosure;

e any

specific conditions necessary to enable the test to be performed;

e per

formance level defined by the manufacturer, requestor or purchaser;

performance criterion specified in the generic, product or product-family standard;

any effects on the EUT observed during or after the application of the test disturbance, and
the duration for which these effects persist;
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e the rationale for the pass/fail decision (based on the performance criterion specified in the
generic, product or product-family standard, or agreed between the manufacturer and the
purchaser);

e any specific conditions of use, for example cable length or type, shielding or grounding, or
EUT operating conditions, which are required to achieve compliance.

Table 1 — Applicability of immunity tests based on location (environment)

Applicability 2
Basic standard Description Residential, Industrial Special (e.g.
commercial and area power plant)
light industrial
61000-4}2 ESD ga. g.a. da.
61000-4}3 Radiated electromagnetic field g.a. < B.a(\ d.a.
61000-4l4 EFT/Burst e, .
61000-4}5 Surge \Q.a. da.
61000-4}6 Conducted disturbances by RF fields \ g. da.
61000-4}7 General guide on harmonics and n.i.s nli.s.
interharmonics measurements
and instrumentation
61000-4}8 50/60 Hz magnetic field N\ may d.a.
61000-419 Pulse magnetic field /\ A > g.n.a d.a.
61000-4+10 Damped oscillatory magnetic\f\eld g.n.a d.a
61000-4+11 Voltage dips and short interrt,yﬁ[%ns g.a. d.a.
61000-4+12 Oscillatory waves "ring wave\ (\ may njay
61000-4}+13 Harmonics, iéer rmm}\n s@n.glﬁng\ may nmay
61000-4}14 Voltage f!u\tua i \A ~~ ) may may nay
61000-415 Flickerm ter n.i.s n.i.s nfi.s
61000-4}16 &Kn:’j} m &}%&x\aﬂs in g.n.a may g.p.a.
z
61000-4117 Rl/p'ke\\q DE\D\ONsupply g.n.a may g.p.a.
61000-4-18 Osaci Ia\xry aves\mm test g.n.a may nay
610004119 [ Free\ -\ >
61000-4-2(\ TENa?/eglkges b b b
61000-4}21 _Rverberation chambers b b b
61000-4]22 e )
61000-4}23 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.p.a
radiated disturbance
61000-4-24 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a.
conducted disturbance
61000-4-25 Test methods for equipment and systems; g.n.a. g.n.a g.n.a.
HEMP
61000-4-27 Unbalance in three-phase mains may may may
61000-4-28 Variation of power frequency g.n.a. g.n.a. g.n.a.
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Table 1 (continued)

Applicability 2@

Basic standard Description Residential, Industrial Special (e.g.
commercial and area power plant)
light industrial
61000-4-29 Voltage dips, interruptions and voltage may may may
variations on DC power ports
61000-4-30 Measurement of power quality parameters n.i.s n.i.s n.i.s
61000-4-32 HEMP simulator compendium n.i.s n.i.s n.i.s
61000-4F33 Measurement metnhods 10r nign power ni.s n. nji.s
transient parameters
61000-4}34 Voltage dips and interruption g.a (\é.a(‘\ \ d.a.
a  Appljcability explanation: \>
n.i.s| = not an immunity standard
g.a.| = generally applicable except in special cases
g.n.g. = generally not applicable except in special cases
may| = may be applicable in certain circumstances.
b Test|method which is subject to restrictions given in the basic standard.

&

N
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Applicability 2
Basic standard Description AC DC En- Signal Earth
power power | closure data
61000-4-2 ESD — g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-3 Radiated electromagnetic field g.n.a. g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-4 EFT/Burst g.a. g.a. o g.a. g.a.
61000-4-5 Surge g.a. may _ may may
61000-4-6 Conducted disturbances by RF fields g.a. g.a . g.a. g.a.
61000-4-7 General guide on harmonics and n.i.s. n.i.s n.i.s. n.i.s. n.i.s.
interharmonics measurements
and instrumentation
61000-4-8 50/60 Hz magnetic field — — méy — —
61000-4-9 Pulse magnetic field — — | /may A —
61000-4-10 Oscillatory magnetic field — — Sway \ [N —
61000-4-11 Voltage dips and interruption g.a. — l\ — —
61000-4-12 Oscillatory waves "ring wave" may n.ax XY r}rqy g.n.a
61000-4-13 Harmonics, interharmonics, mains may \K \—\ y —
signalling
61000-4-14 Voltage fluctuations g.n.a D\ Dl — —
61000-4-15 Flickermeter Ais. f mis) | nis” | nis. | |nis
61000-4-16 Conducted disturbances in the range 0 Hz ( g.@ \gw. \/— g.n.a. —
to 150 kHz
61000-4-17 Ripple on DC power supply ﬁ/ \may\§ — — —
61000-4-18 Oszillatory waves immunity {gst < A ma\/ W may may
61000-4-19 Free
61000-4-20 TEM waveguides — N — — — —
61000-4-21 Reverberation chambers ( (\ —\ — — — —
61000-4-22 Free N
61000-4-23 Test methodWctlvemﬁ.n.a. g.n.a gna. | gna. | [gna
radiated
61000-4-24 T et?&is\f/r\%%?wi\e\w g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
ducted disturb
61000-4-25 Test n{\\o eqU| Wsystems g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
HEMR
61000-4-27 Unbalance\in three-phase n1ains may — — — —
61000-4-28 Va\rié\'on\ef B‘ayver\fxqquency g.n.a. — — — —
61000-4-29 VoI \\lnt ions and voltage — may — — —
variations-on wer ports
61000-4-??0\ M@a%&}s@entﬁf power quality parameters n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
61000-4-32 HE‘MP\immafor compendium n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
61000-4-33 Went methods for high power n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
trans parameters
61000-4-34. Voltage dips and interruption g.a — — — —
a  Applicability explanation:
n.i.s. = not an immunity standard
g.a. = generally applicable except in special cases
g.n.a. = generally not applicable except in special cases
may = may be applicable in certain circumstances.

(=) means not applicable.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —

Vue d’ensemble de la série CEI 61000-4

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale d isati mposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la GEN. 3 objet de
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans\les_ domdines de
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie\de i fionales,

des Bpécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications ac SSI|e au,Publi ) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration/e i 3 i
aux [travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité isations
interpationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ) nt également aux
travgux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale. de isati (1SO), sg¢lon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les qlestions te , : , mesure
du ppssible un accord international sur les sujets étudiés, [étant donné ‘qué les~Comité i inféressés
sont|représentés dans chaque comité d’études.

3) Les publications de la CEIl se présentent agréées

comme tels par les Comités nationaux de S e la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu technique icati ; e pable de
I'éveptuelle mauvaise utilisation ou interprétation €

4) Dan{ 8 toute la
mesyire possible, a applique b i lications

natignales et régionales. Egionale

corrgspondante doit étre indiquée &

5) La JEI n’a fixé aucune procédure érna : indicati ’ i hsabilité
n’'es{ pas engagée gquand mateé

6) Toudles utilisat@oiv t s'assurer gu'ils sont\en’possession de la derniére édition de cette publicatign.
sabilité i

7) Aucyne respon a ses administrateurs, employés, auxiligires ou

manglataires, y compris ses 9 iculiers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natignaux de la @ u } ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dommage de quelgue it; directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |les frais
de jystice) S G dcoutant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toutq ublicati owau crédit qui lui est accordé.

8) L'atte s références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
référnencées e i pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attgntion estiattirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgnt faire
I'objét de_droits~de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
resppnsable)de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencq.

L A mtarnatianal chlai1n0n0. 4.4 o A+A Atakbli Bar—| mita—ad At Z7Z A CEl
a norlllc meTrmmalturIalc vl U TUUU™=T™ 1 a Tl Tlaviic  pai o ouUlmc U CluucTo 177 uc a .

Compatibilité électromagnétique.

Cette norme constitue la Partie 4-1 de la série CEl 61000. Elle a le statut de publication
fondamentale en CEM conformément au Guide 107 de la CEI.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition, parue en 2000. Cette édition
constitue une révision technique. Les modifications apportées a cette troisieme édition
prennent en compte les publications récentes de la série 61000-4.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77/319/FDIS 77/324/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente Norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

jate de
bnnées

Le confilié a decide que Te conienu de cette publication ne sera pas mod
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.c
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnduite;
* supprimée;
* renpplacée par une édition révisée, ou

&%&%
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INTRODUCTION

La série CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure

suivante:

Partie 1: Généralité

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I’environnement
Classification de I’environnement

Nivieaux de compatibilité
Partie |3: Limites

Linmites d’émission

Linites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relé

Partie [4: Techniques d’essai et de mesure

Teg¢hniques de mesure
Teg¢hniques d’essai

Partie [5: Guides d’installation et d’a

Gul|des d’installation
Mé

ités’de produits

Partie
Partie
Chaqu ormes
international rtaines
ont déja de la
partie, omplété d’un second chiffre identifiant la subdivision (exemple:
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

1 Domaine d'application et objet

L’'objet| de cette partie est de donner une aide aux comités technlue autres
organigmes, aux utilisateurs et aux fabricants de matériels él icatipn des
norme$ CEM de la série CEI 61000-4 sur les techniques de S s al je leur

docum
datées]
amend

es non
bntuels

CEI 60050(161), Vocabulgire 1 ] ] : btibilité
ication
CEIl 61000-2-5, 5 ] I : ] ent —

CEl 61
émissi

our les

CEI 61)000-3=3y C« atibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-3: Limites — Limitatipn des
variatigns de) tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics
d’alimgntation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné <16 A par phase et
non soumis a un raccordement conditionnel

CEI/TS 61000-3-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-4: Limites — Limitation
des émissions de courants harmoniques dans les réseaux basse tension pour les matériels
ayant un courant assigné supérieur a 16 A

CEI/TR 61000-3-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-5: Limites — Limitation
des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les équipements
ayant un courant appelé supérieur a 16 A

CEI 61000-3-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 6: Evalua-
tion des limites d’émission pour les charges déformantes raccordées aux réseaux MT et HT
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CEI 61000-3-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-11: Limites — Limitations
des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux
publics d'alimentation basse tension — Equipements ayant un courant appelé <75 A et soumis a
un raccordement conditionnel

CEI 61000-3-12, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-12: Limites — Limites pour
les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse
tension ayant un courant appelé >16 A et <75 A par phase

CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

'essqi et de
lences

CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Tec
mesurg¢ — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayon
radioélectriques

CEI 61000-4-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: t sgi et de
mesur¢ — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides

CEI 61/000-4-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) — F gi et de

mesurg — Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61/000-4-6, Compatibilité électromagnétique (C : hniques d'essqdi et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, i hamps radioélectrique$

CEI 61000-4-7, Compatibilité électromagnétique ie 4-7: Techniques d'essgi et de

mesure — Guide général relatif aux mesu d'ha j S d'interharmoniques, ainsi qu'a
I'appareillage de mesure, applicable 2 ¢ nentation et aux appareils quily sont
raccorglés

CEI 61000-4-8, Compat:bl' 5 étil £l je 4-8: I 'essgi et de

mesur¢ — Essai d'i

CEl 61/000-4-9, a'
mesure — Essai dimmunité

gi et de

CEIl 61000-4-10, iliteNé ) At ie 4-10: 1 ‘elssai et
de med g . ; I . f

CEIl 61j000 9 ibilit '‘elssai et
de mes bnsion
CEl 61000-4- ilité é Sti jie 4-12: I 'elssai et
de mesure = Ess id'immunité aux ondes oscillatoires

CEI 61[000<4-13, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-13: Techniques d’elssai et
de mesure — Essais d’immunité basse fréquence aux harmoniques et interharmoniques incluant
les signaux transmis sur le réseau électrique alternatif

CEI 61000-4-14, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-14: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d’immunité aux fluctuations de tension

CEI 61000-4-15, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-15: Techniques d’essai et
de mesure — Flickermétre — Spécifications fonctionnelles et de conception

CEI 61000-4-16, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-16: Techniques d’essai et

de mesure — Essai d’immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la gamme
de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

1 Révision de la CEI 60868.
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CEI 61000-4-17, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-17: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d'immunité a l'ondulation résiduelle sur entrée de puissance a courant
continu

CEI 61000-4-18, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-18 — Techniques d'essai et
de mesure — Essai d'immunité a I'onde oscillatoire amortie

CEI 61000-4-20, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-20: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d'émission et d'immunité dans les guides d'ondes TEM

CEI 61000-4-21, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-21: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes d’essai en chambre réverbérante

CEI 61/000-4-23, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-23: g ssai et
de mesure — Méthodes d’essai pour les dispositifs de protection pour pe -HA et
autres|perturbations rayonnées

CEIl 61 y 3 i et de
mesur¢ — Section 24: Méthodes d’essais pour les dispositifs_d >t bations
conduifes IEMN-HA

CEIl 61 ‘elssai et
de mej;

CEI 61 ‘elssai et
de me3

CEI 61 ‘elssai et
de me3

CEIl 610000-4-29, Compatibilité™~é 2 : je 4-29: i ‘elssai et
de mej | 7 ité e ] jati ension

sur les|acces d’alimentation‘e

CEI 61/000-4-30, ‘eissai et

de mesgure — Méthode :

CEIl 61
de me
(IEMN:

omagnétique (CEM) — Partie 4-32: Techniques d’eissai et
simulateurs d’impulsions électromagnétiques a haute altitude

CEI 61)000 3 patibjlité électromagnétique (CEM) — Partie 4-33: Techniques d’essai et
de me3 jé mesure pour les paramétres transitoires de forte intensité

CEI 610004234, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-34: Techniques d’elssai et
de mesire’— Essais d’immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations de fension
pour materiel ayant un courant appelé de plus de 16 A par phase

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la série CEI 61000-4, les définitions données dans la
CEI 60050(161) s'appliquent.
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4 Généralités

Dans le passé, les dispositifs et systemes électromécaniques n’étaient généralement pas
sensibles aux perturbations électromagnétiques (c’est-a-dire aux perturbations électro-
magnétiques conduites et rayonnées et aux décharges électrostatiques). Les composants et
les matériels électroniques utilisés aujourd’hui sont beaucoup plus sensibles a ces
perturbations, particulierement aux phénoménes «haute fréquence» et «transitoires».
L’'immense expansion de I'utilisation des composants et matériels électroniques a augmenté le
danger et I'importance de mauvais fonctionnements, de dommages, etc. qui peuvent résulter
des perturbations électriques et électromagnétiques.

Les comités de produits (ou utilisateurs et fabricants de matériels) demeur bles du
choix ppproprié des essais d'immunité de la série CEl 61000-4 eig iVe ’essai
applicgbles a leurs matériels. Toutefois, afin de renforcer la tacheS\de inatj et de
normalisation, il convient que les comités de produits ou les uti L et\le ricants

prennent en considération les recommandations données dans lg-prés

5 Structure des normes de la série CEl 61000-4

ctrices

La strIcture des normes dans la série CEI 61000
série,

donnég¢s dans le Guide 107 de la CEIl. Pour le

cette sfructure est la suivante:
. Domaine d'application
. Références normatives
. Tenmes et définitions
. Gépéralités
. Nivieaux d’essai/limite

Eqlipements d'essa
Moptage de | i

20 ® N O NN

la série CEI 61000-4, qui ne sont pas des normes fondamegntales
3 | 61000-4-7). Il s’agit de normes de mesure (instrumentgtion et
procédures), qui)ne sujvent pas nécessairement la structure mentionnée ci-dessus.

6 Choix'des essais

Des essais peuvent étre appliqués aux matériels pour de multiples raisons, par exemple
e essais de conception pendant le développement;

e essais de type;

e essais d'agrément;

e essais en production.

Il convient que les matériels soient soumis a tous les essais nécessaires pour garantir la
fiabilité requise mais, pour des raisons économiques, le nombre d’essais peut étre limité a un
minimum raisonnable. Il est acceptable que le nombre des essais d’agrément ou en production
soit réduit par rapport aux essais de type.
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Le choix des essais a appliquer a un matériel particulier dépend de plusieurs facteurs, tels que

e types de perturbations affectant le matériel,
e conditions d’environnement;

e le comportement et la fiabilité requis;

e les contraintes économiques;

e les caractéristiques du matériel.

Compte tenu de la variété des matériels et des conditions d’environnement a pren

dre en

compte, il est difficile d’indiquer des regles exactes concernant le choix des essais. Ce choix

est priiwlpalement de la responsabilite du comite de produit concerne
expeéri

et I'util}sateur. Dans tous les cas, la connaissance de I’environnement &
CEI 61/000-2, spécialement CEI 61000-2-5) et celle des aspects statistiques
CEI 61/000-1-1 sera utile.

S’il existe une norme générique applicable, une norme de
spécifique de produit applicable, ces normes s’appliquent dans
Guide CEI 107):

e normme spécifique de produit;
e norme de famille de produit;

e nofme générique.
Si I’on
étre ut Ies Un résumé est

e Essai conformémen

a base fle son
nce). Dans des cas particuliers, ce choix peut étre fixé par un accord entre Ief bricant

(série
ans la

norme
nt (voir

lier de
euvent

éleftrostatiques)

En|général, I e dé g, € sta tériels
utillsés dans unenwi nt;ou de décharges électrostatiques peuvent se produjre. On
doi idé S acha irectes et les décharges indirectes. Les matériels dont
I'ut|lisation est limité atique
sorjt controlées et\les produit partie

des
o Essai

élep

En|général

existe des champs radioélectriques. Les matériels dont [l'utilisation est limitd

environnements dont les conditions électromagnétiques sont contrélées ou dd

brsqu’il
e aux
nt les

DU Nnon

Chfmpe élnr\i‘rnmngnéfiqnne sont faibles ainsi que les prﬁdllifQ non élnrtriqlan
électroniques, peuvent faire partie des exclusions.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-4 (Essais d'immunité aux transitoires électriques

rapides en salves)
En général, I'essai aux transitoires rapides est applicable aux produits reliés au

réseau

basse tension ou qui possédent des cables (de signaux ou de commande) proches du

réseau basse tension.
e Essai conformément a la CEl 61000-4-5 (Essai d’immunité aux ondes de choc)

L’essai aux ondes de choc est applicable aux produits reliés a des réseaux sort
batiment ou au réseau basse tension en général.

ant du
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